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INTRODUCCION

Existen técnicas que permiten realizar el analisis para conocer el arreglo morfoldgico de dispositivos
optoelectronicos de escala micro o nanomeétrica. El FIB (Focused lon Beam), es una técnica que se
emplea para estos fines, muy comunmente en la industria de los semiconductores, la ciencia de los
materiales y |la biologia [1]. El FIB tiene parecido con la MEB (Microscopia Electronica de Barrido), ya
gque ambos brindan informacidon morfoldgica, sin embargo, MEB, utiliza haces de electrones
focalizados para obtener una imagen de la muestra, mientras que el sistema FIB usa un haz de iones
de galio focalizados, que son capaces de cortar la muestra a lo largo de un plano finamente
sintonizable [2]. El FIB también puede ser combinado con un MEB permitiendo la preparacion
mMicro o hanoscopica (referente a cortes o desbaste) del material a estudiar. En el presente trabajo se
realizd el estudio de dos peliculas delgadas compuestas de capas de semiconductores organicos
depositados en sustratos al alto vacio. Los compuestos se pueden distinguir en la figura 1.
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Figura 1. Composicion de la pelicula delgada y estructura quimica del complejo fluorado de estano

METODOLOGIA

Para tomar las imagenes de las peliculas delgadas, fue necesaria |la preparacion de la muestra con los

PAsos que se mencionan a continuacion:
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RESULTADOS Y ANALISIS

Se analizaron dos tipos de peliculas delgadas (V- C217, P- C217) depositadas en sustratos Vidrio
Corning y PET con capa de oxido conductor de indio y estano (ITO). Se observaron las interfaces
entre las capas presentes en las peliculas delgadas. Dichas capas en las peliculas son: complejo de
estano fluorado (ver Figura 1), ftalocianina de zinc, batocuproina y el sustrato ya sea PET o Vidrio. El
analisis se enfocara en la interfaz entre la capa mas proxima al sustrato y el mismo sustrato.

En las Figuras 3 y 4, se muestran imagenes obtenidas de las distintas capas presentes en las
muestras. En todas las Figuras se encuentran bien definidas las fronteras de las capas. Los cambios
de tonalidad en la muestra, indican un cambio en la composicidn quimica de |la muestra. Sin
embargo se puede distinguir la diferencia entre V- C217y P- C217. En |la Figura 2 se puede notar que
las dos capas inferiores estan completamente unidas. Por otro lado, en |la Figura 3, se puede notar
una separacion entre las dos capas inferiores.
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Figura 2. Dos angulos de dos sitios de |la seccion transversal de |la
pelicula V- C217

SANCHEZ-VERGARA, MARIA ELENA
CENTRODE INNOVACION TECNOLOGICA
FACULTAD DE INGENIERIA

Emplear la técnica de alta resolucion
FIB para el analisis morfologico de las
multicapas gue conforman el
dispositivo optoelectronico.

Se realizd la preparacion adecuada de
las muestras de acuerdo a sus
caracteristicas, para evitar tanto |Ia
degradacion de |la muestra como su
desgaste, lo cual habria impedido la
visualizacion de las capas durante el
analisis. Se tomaron imagenes con y
sin recubrimiento de oro para evaluar
la mejor calidad en las imagenes de
estos compuestos, resultando mejor
las imagenes con recubrimiento. Con
base en lo anterior, se puede decir que
se determind un método adecuado de
preparacion de peliculas delgadas con
semiconductores organicos.

El analisis de tomografia FIB-MEB,
funge como una adecuada técnica
para el analisis de dispositivos
multicapa, ya gue permiten obtener
informacion del grosor de las capas, lo
gue genera pautas para poder
experimentar con el grosor de estas y
aumentar la eficiencia del dispositivo.
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Figura 2. Dos angulos de dos sitios de |la seccion transversal de |la
pelicula P- C217



